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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示面板的测试系统及方法及阵列基板。液晶显示
面板的测试系统包括：一基板、一驱动电路、一第一测试接垫、及一第
二测试接垫；基板包括一像素阵列，且像素阵列的一侧具有一像素测试
区与像素阵列连接；驱动电路形成于基板上，连接于像素测试区的相对
于像素阵列的另一侧，用以提供信号至像素阵列；第一测试接垫与驱动
电路连接，而第二测试接垫与像素测试区连接。液晶显示面板的测试方
法包括分别测试液晶显示面板及像素测试区是否有缺陷，并据以产生一
第一测试图样及一第二测试图样；最后，整合第一测试图样及第二测试
图样，并据以判定缺陷发生于驱动电路或像素阵列。
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